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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Práce se zabývá studiem dvou typů materiálů, GdFe a Mn3Ge, připravených ve formě tenkých
vrstev.   V  případě  vrstev  GdFe,  studium  se  zaměřuje  na   studium  jejich  optických  a
magnetooptických vlastností.  V  případě  Mn3Ge,  aplikant  během dvou  stáží  vyrostl  dvě  sady
vzorků, které byly studovány pomocí XRD a XRR. Bohužel, tyto analýzy ukázaly, že Mn3Ge se
nepodařilo vyrobit v krystalické fázi. Přesto  bakalářkou práci považuji za velice dobrou,  neboť
množstvím originálních výsledků je rozsah  bakalářské  práce  je  nadstandardně  obsáhlý.   Práce
vykazuje přiměřený počet chyb a překlepů. 

Práci doporučuji uznat jako bakalářskou a navrhuji ohodnotit stupněm výborně.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

- jaký optický model byl použit k určení spektra optických konstant GdFe z elipsometrických dat?

- v práci je pozorované zesílení MOKE spekter u GdFe v případě pokrytí vrstvou SiOx (20nm)
oproti pokrytí krycí vrstvou Ru(3nm). V práci je toto zesílení MOKE diskutováno vícenásobným
odrazem v SiOx. Pokud by se jednalo o zesílení vícenásobným odrazem (interferencí), nemělo by
zesílení být silně spektrálně závislé vlivem interference??

- proč vzorek Mn3Ge označený S483 byl vybrán ke kalibraci jako nejlepší vzorek, když vzorek
S482 ukazuje XRR oscilace k větším hodnotám k-vektoru (úhlu dopadu), což obecně bývá známka
větší kvality rozhraní a homogenity tloušťky vrstev.

- překvapilo mě, že mřížkový nesouhlas (lattice mismatch) mezi Mn3Ge a Cr podkladovou vrstvou
(buffer layer) je 10%. Můžete prosím okomentovat proč nebyl vybrán substrát s lepším souhlasem
mřížkových parametrů?
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